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Filtry czasteczek

z komory czyszczacej
lub innych metod
ekstrakcji czasteczek




Czasteczka kluczowa
krytyczna dla procesu
z petna charakterystyka

Zanieczyszczenie czasteczkami jest wrogiem wydajnosci,
funkcjonalnosci i trwatosci kazdego produktu.

Dostawcy, producenci i uzytkownicy koncowi wymagaja
coraz wyzszych standardow jakosci, dlatego zaawansowany
proces kontroli czystosci technicznej staje sie podstawa
wyeliminowania zanieczyszczen wytwarzanych czesci

i komponentow w catym procesie produkcyjnym.

Ponadto badania wykazaty, ze gtéwnym zrédtem awarii

w maszynach hydraulicznych i wypetnionych olejem jest
zanieczyszczenie czasteczkami. Analiza oleju pomaga
zminimalizowac koszty konserwagji i wydtuzyc czas sprawnosci
urzadzen.

Aby 0siggna¢ maksymalng jakosc¢, producenci potrzebuja
jasnych i kompleksowych danych z analizy czasteczek.

Rozwigzania do analizy czystosci technicznej ZEISS

identyfikuja gtéwna przyczyne zanieczyszczen, dzieki
czemu mozesz szybciej podja¢ wtasciwe decyzje.
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Precyzyjnie skrojone
pod potrzeby
przemystu componentcny

medycznych

Sektor motoryzacyjny
NEV



Rozwiazania ZEISS Technical Cleanliness Solutions zostaty opracowane we wspotpracy
z firmami motoryzacyjnymi. Miaty one szczegolne zapotrzebowanie na wydajne systemy
identyfikacji i klasyfikacji czastek, ktore musiaty by¢ proste w obstudze.

W rezultacie rozwigzania ZEISS sg tatwe w zastosowaniu, mogg by¢ wdrazane w
rozproszonych lokalizacjach w dowolnym srodowisku produkcyjnym lub przemystowym

I uzywane przez operatorow, ktorzy nie sa ekspertami od mikroskopii.

Rozwiazania ZEISS do analizy czastek dziataja zgodnie z ustalonymi standardami

branzowymi:

Czystosc¢ techniczna Czystosc oleju Czystos¢ wyrobow medycznych
- VDA 19.1 -1SO 4406 w procesie produkcyjnym

- VDA 19.2 - 1SO 4007 - VDI 2083

-1SO 16232 - SAE AS 4059

- NAS 1638

Sektor
lotniczy

Produkcja
addytywna
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Wyjdz poza standardy
Podejmuj swiadome decyzje
poszukiwania pierwotnej
przyczyny zanieczyszczenia

Rozwigzania ZEISS do testowania czystosci nie tylko
pozwalaja na ilosciowe okreslenie zanieczyszczen
czasteczkami zgodnie z normami branzowymi.

Oferta rozwigzan ZEISS umozliwia tgczone wykrywanie

I klasyfikacje czasteczek w wysoce wydajnym przeptywie
pracy, ktory nie tylko znajduje czastki, ale takze pomaga

je klasyfikowac wedtug zanieczyszczenia lub pochodzenia
zuzycia.

Dzieki ZEISS mozesz taczy¢ dane z mikroskopow

Swietlnych i elektronowych w jednym przeptywie pracy,
aby uzyskac bardziej kompleksowe informacje.

Mikroskopia swietlna
Oszacowanie potencjalnego ryzyka
zanieczyszczenia

Wyszukaj czasteczki wedtug ilosci, rozktadu wielkosci i struktury oraz
rozpoznaj btyszczace metaliczne czasteczki i wtokna o wielkosci

do 1 pm. Tworz raporty czystosci zgodnie z najwazniejszymi standar-
dami branzowymi.

Rozroznij czasteczki metaliczne btyszczace

od niebtyszczacych




Korelacyjna analiza czasteczek
Ustalanie zintegrowanych procesow pracy

Charakteryzuj czastki krytyczne dla procesu i identyfikuj czastki
defektywne, korzystajac z rozwigzan mikroskopii korelacyjne;
(Shuttle & Find), ktére taczg dane zaréwno z mikroskopow
Swietlnych, jak i elektronowych w jednym procesie.

Bezproblemowy korelacyjny proces pracy
i informacja o pochodzeniu czasteczek

Mikroskopia elektronowa i systemy EDS
Doktadne okreslenie zrodet

zanieczyszczenia

Pomiar cech strukturalnych czasteczek i w petni zautomatyzowane;j

analizy pierwiastkowej w celu klasyfikacji czasteczek na podstawie
ich sktadu chemicznego.

Mierzy skfad pierwiastkowy Petnokolorowe mapowanie V

czasteczek metalicznych wszystkich wykrytych pierwiastkow
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Korelacyjna analiza czasteczek
Workflow

Mikroskopy swietlne ZEISS

dedykowane do kontroli czystosci technicznej

% Mikroskopia $wietlna ™ ZEISS Technical Cleanliness Analysis
= Skanowanie filtra LI Kwantyfikacja i podstawowa klasyfikacja

SPRZET OPROGRAMOWANIE

ZEISS SteREO Discovery.V8

v One-scan technology - dzieki innowacyjnej
kamerze polaryzacyjnej analiza dokonywana
jest poprzez jedno skanowanie filtra/saczka;

Rozmiar czasteczek > 15 um
v Procesy zgodne ze standardami m.in.

ZEISS Axioscope 7 )
______ 1SO 16232, VDA 19.1, oraz ze standardami

/ Rozmiar czasteczek = 50 pm "olejowymi" I1SO 4406, ISO 4407,
1 SAE AS 4059 etc.

v Ujecie ilosciowe zanieczyszczen z podziatem
na rozmiar, ksztatt, charakterystyke,

. v Klasyfikacja czastek metalicznych,
PSR (0 49D niemetalicznych i widkien,

""" ~ Pomiar wysokosci zanieczyszczen
- : (Axioscope 7, Axio Imager 2);
H v Modut ZEN Intellesis Object Classification
oparty na algrytmach uczenia

maszynowego optymalizuje caty proces
kontroli czystosci.

Analizy standardowe

. 4

Filtr czastek

z komory czyszczacej
lub innych metod
ekstrakcji czasteczek

ZEISS Axio Imager 2

Rozmiar czasteczek > 1 pm

Analizy ztozone

Mikroskopy elektronowe ZEISS
dedykowane do kontroli czystosci technicznej

@ Milkroskopia elektronowa ZEISS SmartPI
Skanowanie filtra z EDS L| Kwantyfikacja i zaawansowana klasyfikacja
SPRZET| OPROGRAMOWANIE
§ ‘ﬁ'r ZEISS EVO v Ujecie ilosciowe zanieczyszczen z podziatem
— na rozmiar, ksztatt i charakterystyke,
| Rozmiar czasteczek > 20 nm v Zaawansowane badania morfologii
oW czasteczek,
| v Zgodno$¢ m.in. ze standardami VDA19.1,
ISO 16232,

v Zaawansowana klasyfikacja wedtug sktadu
chemicznego i charakterystyki materiatu,
ktéra pozwala precyzyjnie wskazac
podstawowa przyczyne zanieczyszczenia.

ZEISS Sigma

Rozmiar czasteczek > 20 nm




RAPORTOWANIE

ZEISS Shuttle & Find
Korelacyjna automatyczna analiza czgsteczek

v Zautomatyzowane raportowanie dostepne
za jednym kliknigciem, zgodne ze
wszystkimi najwazniejszymi standardami
branzowymi* i dostosowanymi standardami
firmowymi.

WYKRYTO KRYTYCZNE CZASTKI

Skorelowana analiza w mikroskopii swietlnej

KRYTYCZNYCH CZASTEK i elektronowej w ptynnym, zintegrowanym
przeptywie pracy

AUTOMATYCZNE PRZEMIESZCZANIE

v Automatyczne zintegrowane raportowanie LM/EM;
v Doktadne okreslanie zrodet zanieczyszczen;

Ia v Szybsze podejmowanie $wiadomych decyzji;

v Ciagte podnoszenie jakosci produkcji.
RAPORTOWANIE

@ DO 10x SZYBSZE WYNIKI W POROWNANIU
v Zautomatyzowane raportowanie za pomoca Z ANALIZA INDYWIDUALNA

jednego klikniecia, zgodne ze wszystkimi
gtéwnymi standardami branzowymi**

i dostosowanymi standardami firmowymi.

** Obstugiwane
standardy branzowe:
VDA 19.1, 1SO 16232,
ISO 4406, 1SO 4007,
SAE AS 4059, VDI 2083,
NAS 1638

ZRODLO ZANIECZYSZCZEN ZLIKALIZOWANE
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Systemy mikroskopii
swietlnej

ZEISS SteREO Discovery.V8 ZEISS Axio Zoom.V16 ZEISS Axio Imager 2 e

Rozmiar czasteczek = 15 pm Rozmiar czasteczek = 5 pm Rozmiar czasteczek = 1 pm
Zalecane do standardowych Zalecane do rozszerzonych Do zaawansowanych analiz,
analiz zgodnie z VDA 19.1 analiz zgodnie z VDA 19.1 pomiaru wysokosci czastek*

. . i analiz oleju
Identyfikuj wtokna i rozrézniaj btyszczace Wykonuj doktadne i powtarzalne
i niebtyszczace czastki metaliczne za analizy za pomoca tego w pefni Spefnij wymagania dotyczace analizy
pomoca tego ekonomicznego systemu zautomatyzowanego mikroskopu czastek o wysokiej rozdzielczosci dzieki
do standardowych zastosowan w testach cyfrowego z zoomem, ktory obstuguje temu w pefni zautomatyzowanemu
czystosci. szybkie skanowanie duzego pola | mikroskopowi umozliwiajacemu szybki |

rozszerzone wymagania dotyczgce analiz. precyzyjny pomiar dtugosci, szerokosci i
wysokosci czastek*.

. = . . .
ZEISS Axioscope 7 2+  ZEISS Technical Cleanliness Analysis Lq
SPRZET OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie
do analizy czasteczek

do mikroskopow Swietlnych

To tatwe w uzyciu oprogramowanie do anali-
zy czystosci zgodnej ze standardami umozli-
wia automatyczng identyfikacje i klasyfikacje
czasteczek. W przeciwienstwie do konwencjo-
nalnych metod analizy, metaliczne btyszczace
czasteczki sa wykrywane za pomoca tylko
jednego skanowania filtra, co znacznie przyspie-
sza nie tylko raportowanie czystosci, ale takze
identyfikacje zrodet zanieczyszczen. ZEISS
Technical Cleanliness Analysis dzieki systemowi
standardowej analizy. Ten mikroskop ZEISS ZEN core moze by¢ bezproblemowo
umozliwia w pefni zmotoryzowane zintegrowane z rozszerzonymi przeptywami
osie przesuwu do automatycznego pracy. Wymagania regulacyjne, takie jak
obrazowania i pomiaréw (2020/21) FDA21 CFR Part 11, moga by¢ spetnione

w codziennych operacjach. przez modut GxP, ktory jest opcjonalng czes¢
oprogramowania ZEN core TCA.

Rozmiar czasteczek = 50 pm
Zalecane do standardowych
analiz zgodnie z VDA 19.1

Wiacz automatyzacje dla swojej




Systemy mikroskopii

elektronowej

ZEISS EVO
- e g
E .. N
C-SEM z EDS FE-SEM z EDS
Do zautomatyzowanych Do analiz czasteczek o wysokiej
rutynowych analiz czasteczek rozdzielczosci
Wykorzystaj ten system SEM/EDS do ZEISS Sigma 360 to SEM z wyboru do analizy
rutynowych analiz czastek. EVO jest czastek w skali nanometrowej. System
dostepny ze zmiennym cisnieniem (VP), zapewnia znakomite wyniki obrazowania i
aby umozliwi¢ obrazowanie i analize jest bardzo dobrze przystosowany do analizy
prébek nieprzewodzacych, takich jak pierwiastkowej, szczegolnie w probkach
membrany filtrow czastek. magnetycznych.
ZEISS Smart PI
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SPRZET

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie
do analizy czasteczek

dla mikroskopow elektronowych

SmartPl automatyzuje wykrywanie, ana-
lize i klasyfikacje czasteczk, wiaczajac
kontrole mikroskopu, przetwarzanie obrazu
i analize pierwiastkowa w ramach jednej
aplikacji. W przypadku stosowania w ko-
relacyjnych przeptywach pracy oprogra-
mowanie automatycznie pobiera krytyczne
czastki wczesniej zidentyfikowane pod
mikroskopem swietlnym, umozliwiajac
szybkie okreslenie sktadu chemicznego

w celu szybkiego zidentyfikowania
przyczyny skazenia.

* Dostepne od 2021



Grupa ZEISS 1QS

ZEISS Quality Excellence Center

ul. Madalinskiego 3, 61-509 Poznan
Tel.: +48 61 894 78 93

ZEISS Quality Excellence Center
ul. Strzelecka 72, 43-109 Tychy
Tel.: +48 32 72093 54

ZEISS Quality Excellence Center
ul. topuszanska 32, 02-220 Warszawa
Tel.: +48 22 205 55 25

Sprzedaz: info.metrology.pl@zeiss.com
Serwis: service.metrology.pl@zeiss.com
Ustugi pomiarowe: pomiary.pl@zeiss.com
www.zeiss.pl/imt
www.zeiss.pl/centrumpomiarowe



